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The nGauge Atomic Force Microscope (AFM) is a power 
tool for characterization of polymers and composites. In 
three clicks, the nGauge is able to provide both topographical 
and mechanical data with high spatial accuracy. 

Topography data is straightforward—this data is gathered 
by scanning across the sample to measure the height of 
features by repeatedly tapping each point with the AFM 
tip. This allows users to measure the size of features on 
samples with a high degree of precision.

As the tip of the AFM scans across the sample in tapping 
mode, the interaction between the tip and the sample 
will cause the feedback signal to lag behind the driving 
signal. This is the “phase shift” of the signal and typically 
depends on the adhesive, frictional and viscoelastic forces 
experienced by the tip. This data can be used to create a 
“phase image” which gives qualitative information about 
the mechanical properties of the surface. More can be 
found on our phase imaging blog post. Phase imaging 
mode is included in the nGauge AFM software by default 
and is automatically obtained together with the topographic 
data in a regular scan, without any additional setup.

 

 
 

data is particularly evident when looking at a copolymer 
such as Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) terpolymer. 
Under topography mode, the scan is not particularly 
useful—it is possible to see some distinct structures, 

These features are also likely to be more indicative of the 
polishing or cutting process used to prepare the sample 
than any intrinsic property of the polymer itself.

In phase mode however, the contrast is higher between 
components in the material. It becomes clear that 
the material is heterogeneous on the nanoscale. 

components, the phase image can be used to locate 
butadiene pockets dispersed in the sample (red areas in 
the phase image). The topography and phase images are 
collected simultaneously so the location of the butadiene 
pockets from the phase image can be used to correlate 
the pockets in the topography image.

3D topography of ABS under the nGauge

Phase image of ABS under the nGauge

nGauge AFM

Polymers and 
Composite Research 
Using the nGauge AFM

Contact info@quantanalitica. com to request a demo

Ricerca sui polimeri 
e sui compositi 
utilizzando l'nGauge AFM

Il microscopio a forza atomica nGauge (AFM) è uno strumento 
potente per la caratterizzazione di polimeri e compositi. In tre 
clic, nGauge è in grado di fornire dati sia topogra�ci che mecca-
nici con un'elevata precisione spaziale. 

I dati topogra�ci sono semplici: questi dati vengono raccolti 
scansionando il campione per misurare l'altezza delle caratteri-
stiche toccando ripetutamente ogni punto con la punta AFM. 
Ciò consente agli utenti di misurare la dimensione delle caratte-
ristiche sui campioni con un alto grado di precisione.

Poiché la punta dell'AFM esegue la scansione del campione in 
modalità tapping, l'interazione tra la punta e il campione farà sì 
che il segnale di feedback rimanga indietro rispetto al segnale di 
guida. Questo è lo "sfasamento" del segnale e tipicamente 
dipende dalle forze adesive, di attrito e viscoelastiche sperimen-
tate dalla punta. Questi dati possono essere utilizzati per creare 
una "immagine di fase" che fornisce informazioni qualitative 
sulle proprietà meccaniche della super�cie. Ulteriori informazio-
ni possono essere trovate sul nostro post sul blog sull'imaging 
di fase. La modalità di imaging di fase è inclusa nel software 
nGauge AFM per impostazione prede�nita e viene ottenuta 
automaticamente insieme ai dati topogra�ci in una scansione 
regolare, senza alcuna con�gurazione aggiuntiva.

Topogra�a 3D dell'ABS sotto nGauge

La di�erenza tra i dati topogra�ci e di fase è particolarmente 
evidente quando si osserva un copolimero come il terpolimero 
acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS). In modalità topogra�a, la 
scansione non è particolarmente utile: è possibile vedere alcune 
strutture distinte, ma è di�cile dire se sono presenti materiali 
diversi.
È anche probabile che queste caratteristiche siano più indicative 
del processo di lucidatura o taglio utilizzato per preparare il 
campione rispetto a qualsiasi proprietà intrinseca del polimero 
stesso.

In modalità fase, tuttavia, il contrasto è maggiore tra i 
componenti nel materiale. Diventa chiaro che il materiale è 
eterogeneo su scala nanometrica. A causa della di�erenza nelle 
proprietà meccaniche dei componenti, l'immagine di fase può 
essere utilizzata per individuare le tasche di butadiene disperse 
nel campione (aree rosse nell'immagine di fase). Le immagini 
della topogra�a e della fase vengono raccolte simultaneamente 
in modo che la posizione delle tasche di butadiene 
dall'immagine della fase possa essere utilizzata per correlare le 
tasche nell'immagine della topogra�a.

Immagine di fase dell'ABS sotto l'nGauge
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of polymers and composites. Other than co-polymers, 
composite materials are also a great candidate for 
analysis by the nGauge AFM. For example, in the below 
topography image of a silica-polymer composite, although 
a few large silica particles on the surface can possibly be 

which features are composed of the polymer matrix and 
which are composed of silica. 
 

However, under phase imaging, there is much better 
contrast between the silica particles (red) and the polymer 
matrix (blue). Here, it is trivial to determine the size, 
shape and distribution of silica particles in the polymer 
matrix, which are critical parameters that determine the 
mechanical properties of the resulting composite material, 
demonstrating one of the unique advantages of AFM.

Phase image of silica-polymer composite under the nGauge

3D topography of silica-polymer composite under the nGauge

Contact info@quantanalitica. com to request a demo

Topogra�a 3D del composito polimero di silice sotto il nGauge

Immagine di fase del composito di silice-polimero sotto il nGauge

L'nGauge è in grado di esaminare molti tipi diversi di polimeri e 
compositi. Oltre ai copolimeri, anche i materiali compositi sono 
un ottimo candidato per l'analisi da parte dell'nGauge AFM. 
Ad esempio, nell'immagine topogra�ca sottostante di un 
composito polimero di silice, sebbene sia possibile vedere 
alcune grandi particelle di silice sulla super�cie (caratteristiche 
più grandi), è di�cile determinare con precisione quali caratteri-
stiche sono composte dalla matrice polimerica e quali sono 
composto da silice.

Tuttavia, nell'imaging di fase, c'è un contrasto migliore tra le 
particelle di silice (rosso) e la matrice polimerica (blu). Qui, è 
semplice determinare la dimensione, la forma e la distribuzione 
delle particelle di silice nella matrice polimerica, che sono 
parametri critici che determinano le proprietà meccaniche del 
materiale composito risultante, dimostrando uno dei vantaggi 
unici dell'AFM.


